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COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:
1. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura, la
sintesi o processat i les propietats dels materials.

Transversals:
07 AAT N1. APRENENTATGE AUTONOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les
fonts d'informacid indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

METODOLOGIES DOCENTS

Les classes s'impartiran en format teoric, problemes i practiques de laboratori on s'introduiran les competéncies especifiques de
I'assignatura. Es realitzaran activitats dirigides presencials per treballar la comunicacié oral i escrita i el treball en equip. També es
fomentara |'aprenentatge autonom i I'Us solvent de recursos d'informacié mitjancant activitats dirigides no presencials.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de I'assignatura és que |'estudiant adquireixi coneixements sobre els fonaments de les families de materials, la seva
estructura i els seus defectes. A més, haura de coneixer diferents técniques de caracteritzacié microestructural i saber interpretar els
resultats obtinguts amb aquestes tecniques.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup gran 51,0 34.00

Hores grup petit 9,0 6.00

Hores aprenentatge autonom 90,0 60.00

Dedicaci6 total: 150 h
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CONTINGUTS

TEMA 1. Materials d'enginyeria

Descripcio:

- Ciéncia i enginyeria dels materials.

- Tipus de materials: metalls, ceramics i vidres, polimers, materials compostos, semiconductors.
- De I'estructura a les propietats.

Competéncies relacionades:
CE9. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura,
la sintesi o processat i les propietats dels materials.

Dedicacio: 15h

Grup gran/Teoria: 4h

Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autonom: 10h

TEMA 2: L'enllag quimic

Descripcio:

- Enllacos primaris: e. ionic, i. covalent, i. metal-lics, i. mixtes
- Enllagos secundaris

- Forca i energia d'enllag, relacié amb propietats de materials
- Teoria de bandes

Dedicacié: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

TEMA 3: Estructura i caracteritzacié de polimers

Descripcio:

- Obtencid dels polimers (reaccions de polimeritzacid). Massa molecular mitja i técniques per la seva determinacié.

- Arquitectura molecular (lineal, ramificada i reticulada) i classificacié dels polimers en termoplastics, termoestables i elastomers.
- Estructura dels polimers (amorfa i semicristal-lina). Técniques per la determinacié de la temperatura de transicié vitria.

- Estats d'agregacio.

- Copolimers.

Competéncies relacionades:
CE9. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura,
la sintesi o processat i les propietats dels materials.

Dedicacio: 20h

Grup gran/Teoria: 4h

Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autonom: 15h
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TEMA 4: Estructura cristal.lina

Descripcio:

- Cel.la unitat.

- Sistemes cristal.lins.

- Estructures cristal.lines simples (BCC, FCC, HCP).

- Direccions i plans cristalografics. Indexs de Miller.

- Intersticis octaedrics i tetraedrics

- Solucions sélides metal.liques.: intersticials i substitutives
- Regles de Hume-Rothery

- Soluciones sélidas ceramicas

Competéncies relacionades:
CE9. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura,
la sintesi o processat i les propietats dels materials.

Dedicacié: 35h

Grup gran/Teoria: 9h

Grup mitja/Practiques: 6h
Aprenentatge autonom: 20h

TEMA 5: Defectes cristal:lins

Descripcio:

- Defectes en materials cristal.lins (Defectes puntuals, defectes lineals, defectes planars, defectes volumetrics)
- Dislocacions (Geometria de les dislocacions i vector de Burguers)

- Moviment de dislocacions (lliscament de dislocacions)

Competéncies relacionades:
CE9. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura,
la sintesi o processat i les propietats dels materials.

Dedicacié: 35h

Grup gran/Teoria: 9h

Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autonom: 20h

TEMA 6: Analisis de les estructures cristal.lines

Descripcio:

- Técniques de difraccid: Difraccié de Raigs X (propietats i fonts de raigs X, formulacié de Bragg, difractometre de pols)
- Técniques espectroscopiques: Espectroscopia infraroja

- Identificacid i analisi de fases cristal.lines

Competéncies relacionades:
CE9. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura,
la sintesi o processat i les propietats dels materials.

Dedicacié: 20h

Grup gran/Teoria: 7h

Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autonom: 10h
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TEMA 7: Tecniques experimentals per la identificacié de microestructures i defectes

Descripcio:

- Metal-lografia optica. Preparacié de mostres. Mida de gra segons la ASTM i determinacié del diametre de gra.

- Microscopia electronica de barruda (SEM). Técniques de microscopia electronica. Mode d'electrons secundaris i Mode d'emissid
per retrodispersio.

- Microscopia electronica de transmissié (TEM).

Competéncies relacionades:
CE9. Coneixement dels fonaments de ciéncia, tecnologia i quimica de materials. Comprendre la relacié entre la microestructura,
la sintesi o processat i les propietats dels materials.

Dedicacio: 25h

Grup gran/Teoria: 7h

Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autonom: 15h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

La qualificacié de I'estudiant sera:
Nota Final = 0,4*Examen Final + 0,4*Examen Parcial + 0,15*Practiques laboratori+ 0,05*Treballs

Finalment, tal i com esta previst a la Normativa d'Avaluacidé i Permaneéncia en els Estudis de Grau i Master de I'EEBE, es programara
un examen de reavaluacid per al contingut dels dos examens (parcial+final). Per poder accedir a la prova de reavaluacié I'estudiant
ha d'haver suspés i s'ha d'haver presentat a totes les proves d'avaluacié de I'assignatura i obtenir una nota mitjana ponderada, N, de
la part reavaluable de I'assignatura tal que N > 3,0 (chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eebe.upc.edu/ca/estudis/normatives-academiques/documents/normativa-dava
luacio-i-permanencia-curs-2024-2025.pdf)

Nota Final = 0,8*Examen reavaluacié + 0,15*Practiques laboratori+ 0,05*Treballs
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RECURSOS

Altres recursos:
Material docent disponible a Atenea
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